
 

Einsatzgebiete 
 
 
 
 

• Tiefenprofilanalyse von Dotanden 
und Verunreinigungen 

 
• chemische Zusammensetzung 

dünner Schichten 
 

• hochpräzise Anpassung der 
Prozessanlagen  (Ionenimplanter, 
CVD-Anlagen) 

 
 

 
 
 

 

Sekundärionen - Massenspektrometrie 

(SIMS) 

Technische Parameter 
 
Sektorfeld-Massenspektrometer: 
CAMECA IMS WF 
 
Primärstrahl: O und Cs Ionenstrahlen 
Detektiertes Signal: Sekundärionen 
 
Detektierte Elemente: H - U 

Lateralauflösung: 10 m 
Tiefenauflösung: 1 – 3 nm (Tiefenprofile) 
Nachweisempfindlichkeit  1013 - 1016 at/cm3 

 
B / HE:      5·1013 at/cm3 
B / LE:      2·1015 at/cm3 

As / HE (HMR):     5·1013 at/cm3  

As / LE (HMR):     2·1016 at/cm3    
P / HE (HMR):     2·1014 at/cm3    
P / ME (HMR):     1·1015 at/cm3    
P / LE (HMR):     5·1016 at/cm3   
 
HE – High Energy; LE - Low Energy 
HMR – High Mass Resolution 
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